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เคร่ืองทดสอบอุปกรณ 
COMPONENT TESTER 

 
เครื่องทดสอบอุปกรณ (COMPONENT TESTER) เปนอุปกรณเสริมในการใชงานรวมกบัออสซิลโลสโคปที่มี
ฟงกชัน Component Tester สําหรับทําการทดสอบอุปกรณทางอิเลก็ทรอนิกสทั้งที่เปนแบบ Passive และ Active 
เครื่องทดสอบอุปกรณจะชวยเพ่ิมความสะดวกในการหาตําแหนงของขาอุปกรณจําพวก ทรานซิสเตอร หรือ 
เฟท ซ่ึงดานบนของเครื่องจะมีชองเสียบสําหรับทําการทดสอบอุปกรณ แบบสองขา แบบสามขา และ ไอซี 
พรอมจุดตอสาย สําหรับใชในการวัดอุปกรณสองขาหรือสามขาที่มีขนาดใหญกวาชองเสียบ หรืออยูบนแผงวงจร 
ผูใชสามารถเลือกตําแหนงขาของอุปกรณที่ทําการวัดและสลับขั้วสายไดโดยใชสวิตช สามารถทําการทดสอบ
อุปกรณตางๆ เชน ตวัตานทาน, ตวัเหนีย่วนํา, ตัวเกบ็ประจุ, ไดโอด, ทรานซิสเตอร, เฟท รวมถึง ไอซีแบบ 4 

ขา, 6 ขา, 8 ขา, 14 ขา, 16 ขา, 18 ขา และ 20 ขา ผลการทดสอบจะแสดงทางออสซิลโลสโคปโดยผานจุดตอ 
Component Tester ของออสซิลโลสโคป นอกจากนี้ ยังมีจุดตอสําหรับนําสัญญาณนาฬิกาจากออสซิลโลสโคปมา
ใชในการทดลองวงจร โดยจะมีวงจรหารสัญญาณนาฬกิา 4 ระดับ คือ หาร 10, หาร 100, หาร 1,000 และ หาร 

10,000 อยูภายใน สามารถตั้งระดับอางอิงของอินพุทสัญญาณนาฬิกาจากออสซิลโลสโคปได  
 
คุณสมบัตเิฉพาะของเครือ่งทดสอบอปุกรณ 

• ใชรวมกบัออสซิลโลสโคปที่มีฟงกชัน Component Tester 

• ใชทดสอบอุปกรณ Passive และ Active เชน R, L C, Diode, Transistor, FET และ IC 

• แสดงผลการทดสอบทางจอของออสซิลโลสโคป 

• ขั้วตออินพุต +/- สําหรับ Component Tester จากออสซิลโลสโคป 

• ขั้วตออินพุตสาํหรับสัญญาณนาฬิกาจากออสซิลโลสโคป 

• ขั้วสําหรบัตอสายในการทดสอบอุปกรณที่มีขนาดใหญหรืออยูบนแผงวงจร 

• สวิตชสลับสายในกรณีตองการสลับขั้วสญัญาณในการทดสอบ 

• ชองสําหรับใสอุปกรณสองขา สามขา และ ไอซี 

• สามารถใชตรวจสอบการลดัวงจรของ IC แบบ 4 ขา, 6 ขา, 8 ขา, 14 ขา, 16 ขา, 18 ขา และ 20 ขา 

• LED แบบ 7 Segment 2 หลัก แสดงตําแหนงของขาที่ทําการทดสอบ 

• ใช DIP Switch ในการปรับเลือกตําแหนงขา GND หรือ ขาของ IC ที่จะใชในการอางอิง 

• มีวงจรหารความถี่ 4 ระดับ คือ หาร 10, หาร 100, หาร 1,000 และ หาร 10,000 ใหเอาทพุตในระดับ TTL 

(0-5 Vp-p) สามารถนําไปใชในการทดสอบอุปกรณหรือการทดลองได 
• สามารถปรับระดับอางอิงของอินพุตสัญญาณนาฬิกาจากออสซิลโลสโคปได 
• ขั้วตอสําหรับสัญญาณนาฬกิา CK/10, CK/100, CK/1,000, CK/10,000 และ GND 

• มี LED แสดงโหมดในการทํางาน 

• ใชแหลงจายไฟจาก Adaptor DC 9-12 V สามารถทดสอบอุปกรณสองขาไดโดยไมตองใชแหลงจายไฟ 
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รูปที่ 1 ดานบนของ Component Tester 
 

 
 
 

รูปที่ 2 ดานลางของ Component Tester 
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1. ข้ัวตอสาย 
1.1. INPUT +/- 

ขั้วตอสายสัญญาณอินพุตจากออสซิลโลสโคปจะมี 2 ขั้ว คือ ขั้วบวก กับ ขั้วลบ โดยขั้วบวก จะตอเขา
กับขัว้ CT (Component Tester) สวนขัว้ลบ จะตอเขากบัขัว้ GD (Ground) ที่ตําแหนง COMP. TESTER ของ
ออสซิลโลสโคป ซ่ึงขั้วตอน้ีจะอยูดานขางของเครื่อง 

1.2. CLOCK +/- 
ขั้วตอสายสัญญาณนาฬิกาจากออสซิลโลสโคปจะมี 2 ขั้ว คือ ขั้วบวก กับ ขัว้ลบ โดยขั้วลบจะใชรวมกับ
ขั้วสัญญาณ Ground ที่ตําแหนง COMP. TESTER ของออสซิลโลสโคป ปลายสายขางหนึ่งจะเปนขั้ว
สําหรับตอเขากับเครื่องทดสอบอุปกรณ สวนปลายสายอีกขางหนึ่งสําหรับตอเขากับออสซิลโลสโคปที่
ตําแหนง CALIBRATOR โดยขั้วตอน้ีจะอยูดานขางของเครื่อง  

1.3. COMP +/- 
ขั้วตอสายสําหรับทําการวดัอุปกรณที่มีขาขนาดใหญหรืออยูบนแผงวงจร จะมี 2 ขั้ว คือ ขั้วบวก กับ ขัว้
ลบ โดยขัว้บวก จะถูกตอเขากับขัว้ CT (Component Tester) สวนขัว้ลบ (สายสีดํา) จะถูกตอเขากบัขั้ว GD 

(Ground) ที่ตาํแหนง COMP. TESTER ของออสซิลโลสโคปในขณะทีไ่ฟ LED ในตาํแหนง CROSS ดับ 
และเม่ือไฟ LED ในตําแหนง CROSS ติด ขั้วทั้งสองจะถกูสลับขั้วกัน  

1.4. TR/FET 
ขั้วตอสายสําหรับทําการวดัอุปกรณทรานซิสเตอรหรือเฟทที่มีขนาดใหญหรืออยูบนแผงวงจร จะมี 3 ขั้ว 
ดวยกัน คือ B/G, C/D และ E/S แตละขั้วจะตอเขากบัขัว้ CT และ GD ของออสซิลโลสโคปโดยจะสลับขัว้
ไปตามการทดสอบ ซ่ึงจะแสดงทางสวนแสดงผลแบบ 7 Segment ในขณะทดสอบ 

1.5. CLOCK DIVIDER 
ขั้วตอสายสําหรับสัญญาณนาฬิกาที่ผานการหารความถี่เพ่ือนําไปใชในการทดลองวงจร จะมีอยู 5 
ตําแหนงดวยกัน คือ 

1. CK/10   เปนตําแหนงของสัญญาณนาฬิกาที่ผานการหารความถี่ลง 10 เทา 

2. CK/100  เปนตําแหนงของสัญญาณนาฬิกาที่ผานการหารความถี่ลง 100 เทา 

3. CK/1,000  เปนตําแหนงของสัญญาณนาฬิกาที่ผานการหารความถี่ลง 1,000 เทา  

4. CK/10,000  เปนตําแหนงของสัญญาณนาฬิกาที่ผานการหารความถี่ลง 10,000 เทา  

5. GND  เปนตําแหนงของกราวดของสัญญาณนาฬิกาที่ผานการหารความถี ่
สัญญาณนาฬกิาที่ไดจากการหารความถี่จะใหเอาทพุตในระดับ TTL (0-5 Vp-p) สามารถนําไปใชในการ
ทดสอบอุปกรณ หรือการทดลองวงจรทางดิจิตอลหรืออนาลอกได 

1.6. DC 9-12V 
ขั้วตอสายสําหรับแหลงจายไฟจาก Adaptor DC 9-12 V ใชเปนแหลงจายไฟใหกับเครื่องทดสอบ จะอยู
ดานขางของเครื่อง 

 

 
 

รูปที่ 3 ชองใสอุปกรณแบบสองขาและขัว้ตอสาย 
 

 
 

รูปที่ 4 ชองใส TR/FET และขั้วตอสาย
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รูปที่ 5 ขั้วตอสายสําหรับสญัญาณนาฬิกาที่ผาน
การหารความถี่ 

 
 

รูปที่ 6 ชองใสไอซีและสวิตชสําหรับเลือกตําแหนง
ขากราวดหรือขาอางอิงของไอซ ี

 
2. ชองใสอุปกรณ 

2.1. COMP Socket 
ชองสําหรับใสอุปกรณแบบสองขาขนาดเล็ก เชน R, L, C หรือ Diode ที่จะทําการทดสอบ โดยจะม ี2 ชอง 
คือ บวก กับ ลบ ซ่ึงชองบวกจะถูกตอเขากับขัว้ CT (Component Tester) สวนชองลบจะถูกตอเขากับขัว้ 
GD (Ground) ที่ตําแหนง COMP. TESTER ของออสซิลโลสโคปในขณะที่ไฟ LED ในตําแหนง CROSS ดับ 
และเม่ือไฟ LED ในตําแหนง CROSS ติด ชองทั้งสองจะถูกสลบัขัว้กัน  

2.2. TR/FET Socket 
ชองสําหรับใสอุปกรณแบบสามขาขนาดเล็ก เชน ทรานซิสเตอร หรือ เฟท ที่จะทําการทดสอบ โดยจะมี 
5 ชอง ดวยกนั โดยในการทดสอบสามารถทําการสลบัตําแหนงขาของทรานซิสเตอร หรือ เฟท ใหไดผล
ของสัญญาณตามเงื่อนไขทีใ่ชในการทดสอบ เพ่ือชวยในการหาตําแหนงขาของอุปกรณ 

2.3. IC Socket 
ชองใสไอซีสําหรับทําการทดสอบ สามารถใสไอซีแบบ 4 ขา, 6 ขา, 8 ขา, 14 ขา, 16 ขา, 18 ขา และ 20 
ขา ในการทดสอบไอซ ี 
 

3. สวิตชควบคมุการทํางาน 
3.1. RESET SWITCH (RESET) 

เปนสวติชสําหรับรีเซตการทํางานของเครื่องทดสอบอุปกรณ โดยหลังจากทําการรีเซตแลวเครือ่งจะตอ
สายสัญญาณเปนโหมดการทดสอบอุปกรณสองขาแบบตอสายตรง (LED ที่ตําแหนง CROSS ดับ) และ
สวนแสดงผลแบบ 7 Segment จะแสดง CP ถายังไมมีการกดปุม ENT เพ่ือเขาโหมดการทํางานจะไม
สามารถทําการสลับขั้วสัญญาณได แตสามารถทําการวัดอุปกรณแบบตอตรงได 

3.2. CROSS SWITCH (CROSS) 
เปนสวติชที่ใชสําหรับสลับขั้วสายในการทดสอบ โดยเมื่อมีการสลับสายในการทดสอบจะทําให LED ที่
ตําแหนง CROSS ติด และเม่ือมีการกดสวิตชอีกครั้งจะทําใหขัว้สายกลับมาตอตรงและ LED ที่ตําแหนง 
CROSS ดับ การใชสวิตชน้ีจะตองอยูในโหมดการทํางานอยางใดอยางหนึ่งแลวเทานัน้ 

3.3. MENU SWITCH (MENU) 
สวิตชสําหรับเลือกเขาและออกจากโหมดการทํางานในการทดสอบอุปกรณตางๆ โดยจะแสดงโหมดที่
ทําการเลือกทางสวนแสดงผลแบบ 7 Segment  

3.4. ENTER SWITCH (ENT) 
สวิตชสําหรับเลือกโหมดการทํางานที่ไดทําการเลือกจาก MENU SWITCH เพ่ือใหเครื่องรับรูการเลือก 
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3.5. TEST SWITCH (TEST) 
สวิตชสําหรับเปลี่ยนขัว้ที่ทําการทดสอบ โดยเมื่อกดสวิตชน้ีจะทําใหเครื่องเลื่อนตําแหนงขาในการ
ทดสอบไปเรื่อยๆ ตามโหมดที่ไดทําการเลือกไว 

3.6. REFERENCE IC SWITCHES (PIN REF. 1-10, PIN REF. 11-20) 
สวิตชสําหรับเลือกตําแหนงขากราวด หรือ ขาอางอิงของไอซีที่จะทําการทดสอบ โดยจะสามารถเลือก
ไดตั้งแตขา 1 ถึง ขา 20 ของไอซี สวิตชน้ีจะตองทําการเลือกกอนทําการทดสอบไอซีเสมอ หากไมมีการ
เลือกตําแหนงอางอิงเอาไวเครื่องจะเห็นเปนการเปดวงจรตลอดการทําการทดสอบ 

3.7. CLOCK REFERENCE (CK-REF) 
เปนโวลุมสําหรับปรับตั้งระดับอางอิงของอินพุตสัญญาณนาฬิกา ซ่ึงสามารถปรับไดตั้งแตระดับ 0 – 5 V 
เพ่ือใหมีความเหมาะสมกับออสซิลโลสโคปที่นํามาใช โดยจะอยูดานลางของเครื่อง 

 

 
 

รูปที่ 7 สวิตชสวนควบคุมการทํางาน 
 

 
 

รูปที่ 8 โวลุมสําหรับปรับตัง้ระดับอางอิงของอินพุตสญัญาณนาฬิกา 
 
 
4. สวนแสดงการทํางาน 

4.1. POWER LED (POWER) 
ไฟ LED แสดงการทํางานของเครื่องทดสอบอุปกรณ 

4.2. CROSS LED (CROSS) 
ไฟ LED แสดงการสลับสายสัญญาณ โดยเมื่อไฟดับคือสายตอตรง และเม่ือไฟติดแสดงการสลับขั้วสาย 

4.3. COMPONENT LED (COMP) 
ไฟ LED แสดงโหมดการทํางานในสวนการทดสอบอุปกรณแบบสองขา 

4.4. TRANSISTER LED (TR) 
ไฟ LED แสดงโหมดการทํางานในสวนการทดสอบอุปกรณแบบสองขา 

4.5. FET LED (FET) 
ไฟ LED แสดงโหมดการทํางานในสวนการทดสอบอุปกรณแบบสามขา 

4.6. IC LED (IC) 
ไฟ LED แสดงโหมดการทํางานในสวนการทดสอบอุปกรณไอซี 

4.7. PIN TEST DISPLAY (7 SEGMENT) 
สวนแสดงผลแบบ 7 Segment เปนสวนแสดงผลในการเลือกการทํางานและแสดงตําแหนงขาที่ทดสอบ 
โดยทางดานซายมือจะเปนขั้วบวก สวนทางดานขวามือจะเปนขั้วลบ หากมีการสลับสายขัว้ทัง้สองจะ
แสดงผลสลบักัน ยกเวนในกรณีการทดสอบไอซี ซ่ึงจะแสดงเฉพาะตาํแหนงขาที่ทาํการทดสอบเทานั้น 

 



 EE Lab                   User’s Manual   

 6

 
 

รูปที่ 9 ไฟ LED แสดงโหมดการทํางาน 

 
 

รูปที่ 10 สวนแสดงผลแบบ 7 Segment  
 

5. การใชงาน 

การใชงานเครือ่งทดสอบอุปกรณจะตองตอรวมกับออสซิลโลสโคปทีมี่ฟงกชัน Component Tester โดยในที่น้ี
จะขอยกตวัอยางในการใชงานรวมกับออสซิลโลสโคปของ HAMEG® รุน HM303-6 สําหรับการใชงานรวมกับ
ออสซิลโลสโคปรุนอ่ืนๆ จะสามารถทําไดในลักษณะเดยีวกัน 

สําหรับการทดสอบอุปกรณที่อยูบนแผงวงจร ในระหวางทําการทดสอบจะตองไมมีแหลงจายไฟอื่นๆ 
ในแผงวงจร เม่ือกดปุมฟงกชัน Component Test ออสซิลโลสโคปจะทําการจายแรงดันไฟฟากระแสสลบัขนาด 7 

Vrms (Open Circuit) ที่ความถี ่50 Hz (+/- 10%) โดยประมาณ เขาไปในวงจร หากเกิดการลัดวงจร กราฟที่จอของ
ออสซิลโลสโคปจะแสดงเปนเสนตั้ง คือ มีกระแสไหลโดยไมมีแรงดันตกครอม แตถาเปนการขาดวงจรกราฟของ
ออสซิลโลสโคปจะแสดงเปนเสนแนวนอน คือ ไมมีกระแสไหลแตมีแรงดันตกครอม ซ่ึงน้ันก็คือ กราฟที่ไดจาก
การใชงานฟงกชัน Component Test จะมีแกน X เปนแรงดัน และ แกน Y เปนกระแส น้ันเอง ทําใหสามารถ
ตรวจสอบคุณสมบัตขิองอุปกรณจําพวกสารกึ่งตัวนําไดสะดวกยิ่งขึน้  

เม่ือเครื่องเร่ิมการทํางานสวนแสดงผลจะแสดงการเลือกโหมด “C P” เปนการทดสอบอุปกรณแบบสองขา 

หากตองการใชงานในโหมดอื่นๆ สามารถเลือกไดโดยการกดปุม MENU และเม่ือตองการเลือกโหมดนั้นๆ ให
กดปุม ENT เพ่ือเขาสูโหมดการทํางาน และเม่ือตองการออกจากโหมดการทํางานทําไดโดยการกดปุม MENU 
ซ่ึงจะกลับมาสูเมนูหลัก 

 
 

MENUMENU

ENTENT

MENU MENU

ENT ENT

Component Test Transistor Test FET Test IC Test

MENUMENU MENU MENU

 
 

รูปที่ 11 การใชงาน MENU หลัก 
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5.1. การทดสอบตัวตานทาน (R),ตัวเหนี่ยวนํา (L), ตัวเก็บประจุ (C) และ ไดโอด (Diode) 

1. ตอขั้วแหลงจายไฟใหกับเครื่องทดสอบอุปกรณ 
2. ตอสายสัญญาณอินพุตเขากบัออสซิลโลสโคปที่ขัว้ตอ COMP. TESTER และ GROUND  
3. สําหรับอุปกรณที่อยูนอกแผงวงจรสามารถใสในชองเสียบ COMP ที่อยูดานบนของเครื่อง หากขา

อุปกรณมีขนาดใหญหรืออยูบนแผงวงจรไมสามารถใสในชองเสียบ COMP ได ใหใชสายตอจากขั้วตอที่
อยูดานขางแทน 

4. กดปุม MENU ใหสวนแสดงผลเปน “ C P ”  จากน้ันกดปุม ENT ไฟ LED แสดงโหมดการทํางานที่
ตําแหนง COMP จะติดและสวนแสดงผลจะเปน “ = = ” แสดงการตอตรงไมมีการสลับสาย 

5. สังเกตผลในการทดสอบทางหนาจอของออสซิลโลสโคป 

6. ในกรณีตองการสลับสาย สามารถทําไดโดยการกดปุม CROSS ไฟ LED ที่ตําแหนง CROSS จะติดและ
สวนแสดงผลจะเปน “ ] [ ”แสดงการตอสายสลับ หากตอการสลบัสายอีกทําไดโดยการกดปุม CROSS 
อีกครั้ง สายสัญญาณจะกลบัมาเปนการตอตรงและไฟ LED ที่ตําแหนง CROSS จะดับ  

7. เม่ือตองการทดลองอุปกรณอ่ืนๆ ตอ หรือออกจากโหมด Component ใหกดที่ปุม MENU เพ่ือเลือกโหมด
ที่ตองการ และกด ENT เพ่ือเขาโหมดการทํางาน 

 
 

DC
Adaptor
9-12 V

CALIBRATOR COMP. TESTER

OSCILLOSCOPE

COMPONENT
TESTER

-  INPUT +CLOCK

DC 9-12V

 
 

รูปที่ 12 การตอสายสัญญาณ Component Test เขากับ Oscilloscope 
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CROSS

MENU MENU

Main Menu

Component Test

 
 

รูปที่ 13 การใชงานโหมด Component Test 
 

ตารางที่ 1 ตวัอยางการทดสอบอุปกรณสองขา 
 

ตัวอยางการทดสอบอุปกรณสองขา 
 

 

การลัดวงจร  
(Short Circuit) 

 

วงจรขาด 
(Open Circuit) 

    

 

ตัวตานทาน 1 K โอหม 
(Resistor 1 K Ohm) 

 

ตัวตานทาน 12 K โอหม 
(Resistor 12 K Ohm) 

    

 

ตัวเก็บประจุ 1 uF 
(Capacitor 1 uF) 

 

ตัวเก็บประจุ 10 uF 
(Capacitor 10 uF) 

    

 

ขดลวดปฐมภมิูของหมอแปลง  
(Primary Coil 220 V) 

 

ขดลวดทุติยภูมิของหมอแปลง  
(Secondary Coil 24 V) 

    

 

ไดโอดแบบไบอัสตรง 
(Diode Forward Bias) 

 

ไดโอดแบบไบอัสกลับ 
(Diode Reverse Bias) 

    

 

ซีเนอรไดโอดแบบไบอัสตรง 
(Zener Diode Forward Bias) 

 

ซีเนอรไดโอดแบบไบอัสกลบั 
(Zener Diode Reverse Bias) 
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5.2. การทดสอบทรานซิสเตอร (Transistor) 

1. ตอขั้วแหลงจายไฟใหกับเครื่องทดสอบอุปกรณ 
2. ตอสายสัญญาณอินพุตเขากบัออสซิลโลสโคปที่ขัว้ตอ COMP. TESTER และ GROUND  
3. สําหรับอุปกรณที่อยูนอกแผงวงจรสามารถใสในชองเสียบ TR/FET ที่อยูดานบนของเครื่อง หากขา

อุปกรณมีขนาดใหญหรืออยูบนแผงวงจรไมสามารถใสในชองเสียบ TR/FET ได ใหใชสายตอจากขั้วตอ
ที่อยูดานขางแทน 

4. กดปุม MENU ใหสวนแสดงผลเปน “ t r ” จากนั้นกดปุม ENT ไฟ LED แสดงโหมดการทํางานทีต่าํแหนง 
TR จะติด และสวนแสดงผลจะเปน “ b E ”  แสดงการตอทดสอบทีต่ําแหนงขา Base เทียบกบั Emitter 

สังเกตดูผลที่ได หากมีลักษณะไมใกลเคียงกับตัวอยางใหลองสลับขั้วของทรานซิสเตอร ใหไดลักษณะ
ตามตวัอยาง ถาทรานซิสเตอรเปนแบบ PNP สามารถใชปุม CROSS สลับสายสัญญาณได ซ่ึงสวน
แสดงผลจะแสดงเปน “ E b ” แทน  

5. เม่ือตองการทําการทดสอบตําแหนงขาถดัไปใหกดปุม TEST เครื่องจะตอสายสญัญาณเปนการทดสอบ
ขา Base เทียบกับ Collector และสวนแสดงผลจะแสดงผลเปน “ b C ” แตถามีการสลับสายสัญญาณไวก็
จะแสดงเปน “ C b ” สังเกตผลในการทดสอบทางหนาจอของออสซิลโลสโคป 

6. เม่ือตองการทดสอบตําแหนงขาถัดไปใหกดปุม TEST อีกครั้งหน่ึง เครื่องจะตอสายสัญญาณเปนการ
ทดสอบขา Emitter เทียบกบั Collector และสวนแสดงผลจะแสดงผลเปน “ E C ” แตถาหากมีการสลับ
สายสัญญาณไวก็จะแสดงเปน “ C E ” ผลการทดสอบจะแสดงทางจอของออสซิลโลสโคป 

7. เม่ือตองการทดสอบอุปกรณอ่ืนๆ ตอ หรือออกจากโหมดทรานซิสเตอร ใหกดทีปุ่ม MENU เพ่ือเลือก
โหมดที่ตองการ และกด ENT เพ่ือเขาโหมดการทํางาน 

TEST

CROSS

TEST

TESTTEST

MENU

CROSS

CROSS

MENU

TESTTEST

Main Menu

Transistor Test

 
รูปที่ 14 การใชงานโหมด Transistor Test 
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ตารางที่ 2 ตวัอยางการทดสอบอุปกรณทรานซิสเตอร 
 

ตัวอยางการทดสอบทรานซสิเตอร NPN 
 

 

การทดสอบขา B – E 

 

การทดสอบขา E – B 

    

 

การทดสอบขา B – C 

 

การทดสอบขา C – B 

    

 

การทดสอบขา E – C 

 

การทดสอบขา C – E 

 
ตัวอยางการทดสอบทรานซสิเตอร PNP 

 

 

การทดสอบขา B – E 

 

การทดสอบขา E – B 

    

 

การทดสอบขา B – C 

 

การทดสอบขา C – B 

    

 

การทดสอบขา E – C 

 

การทดสอบขา C – E 
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5.3. การทดสอบเฟท (FET) 

1. ตอขั้วแหลงจายไฟใหกับเครื่องทดสอบอุปกรณ 
2. ตอสายสัญญาณอินพุตเขากบัออสซิลโลสโคปที่ขัว้ตอ COMP. TESTER และ GROUND  
3. สําหรับอุปกรณที่อยูนอกแผงวงจรสามารถใสในชองเสียบ TR/FET ที่อยูดานบนของเครื่อง หากขา

อุปกรณมีขนาดใหญหรืออยูบนแผงวงจรไมสามารถใสในชองเสียบ TR/FET ได ใหใชสายตอจากขั้วตอ
ที่อยูดานขางแทน 

4. กดปุม MENU ใหสวนแสดงผลเปน “ F E ” จากนั้นกดปุม ENT ไฟ LED แสดงโหมดการทํางานที่
ตําแหนง FET จะติด และสวนแสดงผลจะเปน “ G S ”  แสดงการตอทดสอบที่ตําแหนงขา Gate เทียบกับ 
Source สังเกตดูผลที่ได หากมีลักษณะไมใกลเคยีงกับตวัอยางใหลองสลับขั้วของเฟท ใหไดลักษณะตาม
ตัวอยาง ถาเฟทเปนแบบ P สามารถใชปุม CROSS สลับสายสัญญาณได ซ่ึงสวนแสดงผลจะแสดงเปน 
“ S G ” แทน  

5. เม่ือตองการทําการทดสอบตําแหนงขาถดัไปใหกดปุม TEST เครื่องจะตอสายสญัญาณเปนการทดสอบ
ขา Gate เทียบกับ Drain และสวนแสดงผลจะแสดงผลเปน “ G d ” แตถามีการสลับสายสญัญาณไวก็จะ
แสดงเปน “ d G ” สังเกตผลในการทดสอบทางหนาจอของออสซิลโลสโคป 

6. เม่ือตองการทดสอบตําแหนงขาถัดไปใหกดปุม TEST อีกครั้งหน่ึง เครื่องจะตอสายสัญญาณเปนการ
ทดสอบขา Source เทียบกบั Drain และสวนแสดงผลจะแสดงผลเปน “ S d ” แตถาหากมีการสลับ
สายสัญญาณไวก็จะแสดงเปน “ d S ” ผลการทดสอบจะแสดงทางจอของออสซิลโลสโคป 

7. เม่ือตองการทดสอบอุปกรณอ่ืนๆ ตอ หรือออกจากโหมดเฟท ใหกดที่ปุม MENU เพ่ือเลือกโหมดที่
ตองการ และกด ENT เพ่ือเขาโหมดการทํางาน 

TEST

CROSS

TEST

TESTTEST

MENU

CROSS

CROSS

MENU

TESTTEST

Main Menu

FET Test

 
รูปที่ 15 การใชงานโหมด FET Test 
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ตารางที่ 3 ตัวอยางการทดสอบอุปกรณเฟท 
 

ตัวอยางการทดสอบเฟท แบบ N 
 

 

การทดสอบขา G – S 

 

การทดสอบขา S – G 

    

 

การทดสอบขา G – D 

 

การทดสอบขา D – G 

    

 

การทดสอบขา S – D 

 

การทดสอบขา D – S 

 
ตัวอยางการทดสอบเฟท แบบ P 

 

 

การทดสอบขา G – S 

 

การทดสอบขา S – G 

    

 

การทดสอบขา G – D 

 

การทดสอบขา D – G 

    

 

การทดสอบขา S – D 

 

การทดสอบขา D – S 
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5.4. การทดสอบไอซี (IC) 

1. ตอขั้วแหลงจายไฟใหกับเครื่องทดสอบอุปกรณ 
2. ตอสายสัญญาณอินพุตเขากบัออสซิลโลสโคปที่ขัว้ตอ COMP. TESTER และ GROUND  
3. กดปุม MENU ใหสวนแสดงผลเปน “ I C ” จากนั้นกดปุม ENT สวนแสดงผลจะเปน “ - 4 ” แสดงเมนู

ยอยสําหรับการทดสอบไอซีแบบ 4 ขา หากตองการทดสอบไอซีแบบอ่ืน ใหกดปุม ENT เพ่ือเลือกแบบ
ไอซีที่ตองการทดสอบ โดยเครื่องจะสามารถทดสอบไอซีได 7 แบบ คือ ไอซีแบบ 4, 6, 8, 14, 16, 18 และ 

20 ขา หากตองการออกจากโหมดการทํางานนี้สามารถทําไดโดยกดปุม MENU เพ่ือกลับไปสูเมนูหลัก 

4. เม่ือไดแบบไอซีที่ตองการแลว ใหใสไอซีที่ตองการทําการทดสอบลงในชองใสไอซี (IC Socket) แสดงการ
ใสไอซีเพ่ือทําการทดสอบดังรูปที่ 15 จากนั้นทําการตั้งสวติช PIN REF. สําหรับขาอางอิงที่ตองการ
ทดสอบ  

5. กดปุม TEST ไฟ LED แสดงโหมดการทํางานที่ตําแหนง IC จะตดิ เครื่องจะตอสายสัญญาณเปนการ
ทดสอบไอซี โดยเริ่มจากขา 1 เม่ือตองการทดสอบขาถัดไปใหกดปุม TEST อีกครั้งหน่ึงไปเรื่อยๆ จน
ครบ สังเกตผลในการทดสอบไดทางหนาจอของออสซิลโลสโคป หากตองการสลับสายสัญญาณในการ
ทดสอบสามารถทําไดโดยการกดปุม CROSS เพ่ือทําการสลับสายสญัญาณ 

6. หากวงจรภายในไอซีเกิดการลัดวงจร (Short Circuit) ผลทางหนาจอออสซิลโลสโคปจะแสดงดังรูปที่ 17 

และถาหากเปนการเปดวงจร (Open Circuit) ผลทางหนาจอออสซิลโลสโคปจะแสดงดังรูปที่ 18 หาก
สัญญาณที่ไดเปนรูปอ่ืนๆ จะหมายถึงการตอวงจรภายในของไอซี 

7. เม่ือตองการทดลองไอซีแบบอ่ืนๆ ตอ ใหกดที่ปุม MENU หน่ึงครั้ง เครื่องจะกลับไปที่เมนูยอยของการ
ทดสอบไอซี และจะตัดสัญญาณในการทดสอบออกพรอมทั้งไฟ LED ที่ตําแหนง IC จะดับลง สามารถ
เลือกไอซีแบบอ่ืนที่ตองการทดสอบไดโดยกดปุม ENT และเลือกการทดสอบไดโดยกดปุม TEST เพ่ือ
เขาโหมดการทดสอบ  

8. เม่ือตองการทดลองอุปกรณอ่ืนๆ ตอ หรือออกจากโหมดการทดสอบไอซี ใหกดที่ปุม MENU เพ่ือออกสู
เมนูหลัก และใชปุม MENU สําหรับเลือกโหมดที่ตองการและกด ENT เพ่ือเขาโหมดการทํางาน 

 
 

       
IC 4 ขา IC 6 ขา IC 8 ขา IC 14 ขา IC 16 ขา IC 18 ขา IC 20 ขา 

 
รูปที่ 16 ชองสําหรับใสไอซีแบบตางๆ และลักษณะในการใสไอซีเพ่ือทําการทดสอบ 
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รูปที่ 17 การลัดวงจรในการทดสอบไอซ ี
 

 
 

รูปที่ 18 การเปดวงจรในการทดสอบไอซ ี
 
 

ENT

ENT ENT

ENT

TEST

ENT

ENTENT

Testting

ENT

MENU MENU SWITCH FOR EXIT MODE
 

 
 

รูปที่ 19 การใชงานเมนูยอยในการทดสอบไอซี 
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TEST

TEST

TEST

TEST

CROSS

MENU MENU SWITCH FOR EXIT MODE

CROSS SWITCH FOR CROSS CABLE TEST
 

 
รูปที่ 20 ตวัอยางการทดสอบไอซีแบบ 4 ขา 

 

CROSS

TESTTEST

TEST

TEST

MENU MENU SWITCH FOR EXIT MODE

TEST

TEST

CROSS SWITCH FOR CROSS CABLE TEST
 

 
รูปที่ 21 ตวัอยางการทดสอบไอซีแบบ 6 ขา 

 

CROSS

TESTTEST

TEST

TEST

MENU MENU SWITCH FOR EXIT MODE

TEST

TEST

CROSS SWITCH FOR CROSS CABLE TEST

TEST

TEST

 
 

รูปที่ 22 ตวัอยางการทดสอบไอซีแบบ 8 ขา 
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6. การใชงานสวนหารสัญญาณนาฬิกา 

เครื่องทดสอบอุปกรณ (COMPONENT TESTER Model: 030) จะมีวงจรในการหารสัญญาณนาฬกิา 4 ระดับ 
อยูภายใน พรอมวงจรภาคอินพุตที่มีระดับอิมพีแดนซสูงและวงจรปรับระดับอางอิงของอินพุตสัญญาณนาฬิกา
ทําใหสามารถนําสัญญาณนาฬิกาจากออสซิลโลสโคปมาใชงานไดโดยไมเกิดความเสียหายกับออสซิลโลสโคป 
หรือจะใชกับวงจรกําเนิดความถี่ภายนอกก็ได  

6.1. การปรับระดบัอางอิงของสัญญาณนาฬิกา 

ระดับอางอิงของสัญญาณนาฬิกา เปนระดับแรงดันที่ใชในการตรวจจับอินพุตสัญญาณนาฬิกาที่ตองการ
นํามาทําการหารความถี ่ หากระดับแรงดันของสัญญาณมีระดับต่ํากวาระดับอางอิงจะทําใหไมมี
สัญญาณออกจากวงจรหารสัญญาณนาฬกิา ดังน้ัน จะตองทําการปรับใหอยูในระดับทีว่งจรสามารถ
ตรวจจับได ซ่ึงสามารถทําไดโดยใชไขควงปรับที่โวลุมดานลางของเครื่องจนไดรับสัญญาณออกมา 

6.2. อินพุตสัญญาณนาฬิกา 1 KHz 

กรณีอินพุตสญัญาณนาฬิกาความถี่ 1 KHz ความถี่ที่ไดออกจากวงจรหารสัญญาณนาฬิกาจะไดออกมา
ดังน้ีคือ 

CK/10 100 Hz 
CK/100 10 Hz 
CK/1,000 1 Hz 
CK/10,000 0.1 Hz 

 
6.3. อินพุตสัญญาณนาฬิกา 1 MHz 

กรณีอินพุตสญัญาณนาฬิกาความถี่ 1 MHz ความถี่ที่ไดออกจากวงจรหารสัญญาณนาฬิกาจะไดออกมา
ดังน้ีคือ 

CK/10 100 KHz 
CK/100 10 KHz 
CK/1,000 1 KHz 
CK/10,000 100    Hz 

 

 
 


